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摘要(译)

本发明涉及一种用于测量物体（2）的性能的装置。本发明还涉及相应的
方法和相应的计算机程序。该装置包括用于向和/或从物体（2）发送和/
或接收电磁波以测量物体的性质的天线（3,4），其中天线（3,4）包括导
电元件，用作用于测量物体的另外的性质的电极。
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